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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТЕТА

010701.65 - Фундаментальная математика и механика
Профиль – Вычислительная математика и вычислительная механика
011200.62 - Физика*.
Профиль – Физика конденсированного состояния вещества

210601.65 - Радиоэлектронные системы и комплексы
Профиль – Радиоэлектронные системы передачи информации

210100.62 - Электроника и наноэлектроника*
Профиль – Микроэлектроника и твердотельная электроника

211000.62 - Конструирование и технология электронных средств*
Профиль – Проектирование и технология радиоэлектронных средств

035700.62 – Лингвистика
231300.62 - Прикладная математика
Профиль – Математическое моделирование в экономике и технике

280700.62 - Техносферная безопасность
Профиль – Инженерная защита окружающей среды

В тексте * означает наличие приема в магистратуру.



ООП, завершающиеся в 2015 г.

• 010101.65 – Математика
• 010701.65 – Физика
• 210104.65 – Микроэлектроника и 

твердотельная электроника
• 210600.62(68) – Нанотехнология
• 230401.65 – Прикладная математика
• 210302.65 – Радиотехника
• 2102          - Проектирование и технология 

радиоэлектронных средств 
• 280202.65 – Инженерная защита окружающей 

среды                  



Послевузовская подготовка

Аспирантура

• 01.04.10 – Физика полупроводников

• 01.04.07 – Физика конденсированного состояния

• 05.11.14 – Технология приборостроения

Повышение квалификации по образовательным 
программам:

«Микроэлектроника и твердотельная электроника»,

«Нанотехнология» и др. 



Автоматизированный лабораторный стенд для исследования 

проводниковых микро-, наносистем

Диапазон температур для измерения 

сопротивления, К

293 .. 373

Электропитание от сети переменного

тока:

напряжением, В 220

частотой, Гц 50

Потребляемая мощность измерительного 

блока, Вт

30

Масса измерительного блока, кг 1,5

Максимальная ЭДС Холла, В 0,5

Максимальный ток, А:

протекающий через магнитную систему 1

протекающий через образец 0,003

Максимальная индукция магнитного поля в 
зазоре, Тл

0,2

Максимальная температура нагревательной 
камеры, С

100

Габаритные размеры, мм: 

измерительного блока 260 180 90

магнитной системы 140 75 90

Масса, кг: 

измерительного блока 2,5

магнитной системы 1,5

Автоматизированный лабораторный стенд для исследования свойств 

микро-,  наноматериалов методом эффекта Холла
Технические характеристики

Технические характеристики







Доцент каф. НиМЭ Аношкин Ю.В. проводит мастер-класс по 
применению инфракрасной спектроскопии в микро-, 

наноэлектронике с учащимися школы-лицея № 3







Доклады студентов на научных 
конференциях
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